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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il reflete bien
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The technical content of [ EC publications is kept under con-
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current technology.
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® IEC Bulletin

@® 1EC Yearbook

Publié arrroettermemt

® Catalogye des publications de la CEI

Publié arjnuellement

Terminologje

En ce qui doncerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la|Publication 50 de la CEl: Vocabulaire Electro-
technique Intgrnational (V.E.L.), qui est établie sous forme de
chapitres sépgrés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant ppublié séparément. Des détails complejs
V.E.I. peuvent|étre obtenus sur demande.
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tion ont été soft repris du V.E.L, soit spécifiquement apgrouvés
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d’usage générjl approuvés'par Ja

~ la Publicgtion 27 de CEI
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Les symbolds 1
ont été soit repis
cifiquement ag

Pubtished yearly
® Catalogue of IEC Pullicatio
Published yearly

Terminolog

a ersare referred fo | EC Publica-
tio al Electrotechnical Vocabulary (I.E.V.),
i§ i form Of separate chaptefs each dealing
¢ General Index being puplished as a sep-
be supplied on

and/definitions contained in the gresznt publica-
¢ either been taken from the L.E.V. or have been specifi-

(sraphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and|signs approved
by the [EC for general use, readers are referred to:

— 1EC Publication 27: Letter symbols to be ufed in electrical
technology;

— 1ECPublication 117: Recommended graphjcal symbols.

The symbols and signs contained in the prestnt publication
have either been taken from IEC Publicationf 27 or 117, or
have been specifically approved for the purposelof this publica-
tion.

Publications de Ia CET établies par e méme Comité
&’Etudes '

L'attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couver-
ture, qui énumeére les publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

IE C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists I[EC publications issued by the¢ Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX MAGNETIQUES

Troisiéme partie: Méthodes de mesure des pertes totales spécifiques des tol
feuillards magnétiques a I’aide de I’essai sur téle unique

PREAMBULE

1) Les ¢lécisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questlons techni ues, |
d’Etgides ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions
mesyre possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées oming te

3) Dang le but d’encourager 'unification internationale, la CEI exprime &
dans|leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CE1,da
mettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI etfa régle
du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La présente norme a été établie par le
tels qulalliages et aciers.

9 68 de la CEI: Matériaux mag

)

nétiques

Un premier projet fut di \Péuni eirie 4 Copenhague en 1979. A la suit¢ de cette
réunign, un projet, do , fut soumis a I"approbation des Comités natio-
naux suivant laiﬁe d

Les Comités natio ; pres,se sont prononcés explicitement en faveur de 1a publica-

tion:

Italie
Japon
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
a 3 Suéde
Corée¢’(République de) Suisse -
L Danemark Tchécoslovaquie
Egypte Turquie
Etats-Unis d’Amérique Union des Républiques
Israél Socialistes Soviétiques

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n° 50(901) Vocabulaire Electrotechnique International (V.E.1.)
Chapitre 901: Magnétisme.

404-2: Matériaux magnétiques, Deuxiéme partie: Méthodes de mesure des propriétés magnéti-

ques, électriques et physiques des tdles et feuillards magnétiques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MAGNETIC MATERIALS

Part 3: Methods of measurement of specific total losses of magnetic sheet and strip
by means of a single sheet tester

FOREWORD
1) The forfal decisions or agreements of the [EC on technical matters, prepared by Technica all the
Nationgl Committees having a special interest therein are represented, express, as nea ational
consensps of opinion on the subjects dealt with.
2) They hdve the form of recommendations for international use and they are acceptfd bythe i in that

sense.

3) In ordef to promote international unification, the IEC expresses the wish tha opt the

text of the IEC recommendation for their national rules in so far as na i iyergence
betweer] the 1 EC recommendation and the corresponding national ru 2 i indfcated in
the lattefr.

This s mittee No. 68: Magnetic Alloys and

Steels.

A first
a draft, ]
under th

sfihagen in 1979. As a result of this mpeting,
d to the National Committees for approval

The N ttees : ingcountries voted explicitly in favour of publicatipn:

Korea (Republic of)
Poland

Romania

South Africa (Republic of)
Sweden

Switzerland

Turkey

Germany Unionof Soviet
Israel Socialist Republics
Italy United Kingdom

Japan United States of America

Other 1EC publications quoted in this standard:

Publications Nos. 50(901): International Electrotechnical Vocabulary (1.E.V.)
Chapter 901: Magnetism.
404-2: Magnetic Materials, Part 2: Methods of Measurement of Magnetic, Electrical and Phy-
sical Properties of Magnetic Sheet and Strip.
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MATERIAUX MAGNETIQUES

Troisiéme partie: Méthodes de mesure des pertes totales spécifiques des tdles

et feuillards magnétiques a I’aide de I’essai sur tole unique

INTRODUCTION

Dpmaine d’application

La présente norme est applicable aux téles magnétiques a 8rd
1ons comprises entre 1 et 1,8 T et aux toles magnétiques a grains
ons comprises entre 0,8 et 1,5 T, a des fréquences industrief

Objet

[«

d

D¢

différents termes employés dans cette norme sont

o

e mesure
sur tole
doit étre

e partie:

tlectriques et physiques des toleg et feuil-

aindé que

données

: Magnétisme, du Vocabulaire Electrotechnique International de
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MAGNETIC MATERIALS

by means of a single sheet tester

INTRODUCTION

[his standard is applicable to grain oriented magnetic sheet fO
ween | and 1.8 T and to non-oriented magnetic shee
ween 0.8 and 1.5 T, at power frequencies.

ct

t 2: Methods of Measurement of May
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Part 3: Methods of measurement of specific total losses of magnetic sheet and strip
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CHAPITRE I: PRINCIPES GENERAUX

4. Principe de la méthode d’essai sur tole unique

5.

5.1

5.2

L’éprouvette, constituée par un échantillon de téle magnétique est introduite a I'intérieur
de deux enroulements:

- un enroulement primaire extérieur (enroulement d’aimantation);
- un enroulement secondaire intérieur (enroulement de tension).

La fermeture du ﬂux est faite par un circuit magnethue constitué de deux culasses identi-

—

influence des dimensions de I’éprouvette.

ure sont
ation ou

Des précautions doivent étre prises pour s’assurer que d
vitées, variations qui produiraient une contrainte dans |’
ontraction thermique.

[eXl ¢}

La détermination des pertes totales spécifiques doit txe Tai ¢dhode du wattmétre
elon le schéma de principe donné a la figure 2, | i nt étalonné afl’aide de
andes étalonnées préalablement au cadre E

g n

Dikpositif d’essai

(ulasses

Les di
s culasses pres

ickel. Elle

ftion que

[os

de flux a
de sym-

—
~

des afin

En/raison de Pétalonnage par rapport au cadre Epstein, la largeur de la culasse [doit étre
d’atvnioins 360 mm de fagon a pouvoir placer cOte a cOte 12 bandes Epstem Afin |de mini-

BPYNS affat da lg fia14a A £1 rs 14 A d Lol = | £ 1 t ’f’_
riserFeffet dedafuite- duthreateextrémitésdes bobineset-desfaces yuxauvo, =St preic
rable que les culasses soient de longueur suffisante. La distance minimale entre les bords
internes des faces polaires est de 220 mm.

Enroulements

Les enroulements primaires (aimantation) et secondaire (de tension) doivent étre enroulés
uniformément sur un support de matériau non magnétique et non conducteur, de section rec-
tangulaire et de largeur suffisante pour pouvoir utiliser des éprouvettes de largeur égale a celle
de la culasse. L’enroulement primaire doit étre le plus long possible par rapport a la distance
entre les faces polaires des culasses. L’enroulement secondaire doit étre de méme longueur
que le primaire.
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L’enroulement primaire devra étre réalisé de fagon a obtenir une induction magnétique
uniforme, de préférence a £0,5%, sur toute la longueur de I’éprouvette. Ceci peut étre obtenu
par exemple par un enroulement composé de cinq bobines identiques alimentées en paralléle
(voir figure 3, page 22).

Note. - Un enroulement primaire comportant une bobine unique, convenablement répartie permet également de
remplir cette condition d’uniformité de I'induction magnétique.

Inductance mutuelle de compensation

L’effet du flux dans I'air doit étre compensé. Cela peut étre obtenu, par exemple, a I’aide
d’une inductance mutuelle de compensation. L’enroulement primaire de I’inductance
mutuelle est connecté en série avec I’enroulement primaire du dispositif d’essai alors que ’en-
roulement secondaire de I'inductance mutuelle est connecté en opposition avec I’enroulement
Fcondaire du dispositif d’essai.

w1

La valeur de I'inductance mutuelle doit étre réglée de fagon que,

d

pfimaires, la tension entre les extrémités non reliées entre ellg
ng doit pas étre supérieure a 0,1% de la tension qui apparai
¢condaire du dispositif seul.

172}

Ainsi la valeur redressée de la tension induite d biné est-

elle proportionnelle a la valeur de créte de I'indu

Source d’alimentation

bilité en
ent pas

Ksi sinu-
1,111 a

{’appli-
des pertes, pourvu que le facteur de forme ne s’écartg pas de
ogique en plus ou en moins. La formule de correction des pertes en
€quation suivante:

F)2

F=m+ by (1 111

ey

P, = pertes mesurées en watts par kilogramme
P, = pertes par hystérésis en watts par kilogramme

-
i

= pertes par courants de Foucault sinusoidaux en watts par kilogramme
facteur de forme mesur@

~
I

Les pertes corrigées peuvent étre obtenues avec un maximum de précision avec la formule:

P
P= N WNAY: (©))
P/ P, + (Py/P) (m)
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CHAPTER 1: GENERAL PRINCIPLES

4. Principle of the single sheet tester

5.

5.1

5.2

The test specimen comprises a sample of magnetic sheet and is placed inside two windings:

- an exterior primary winding (magnetizing winding);
- an interior secondary winding (voltage winding).
ised of t

The flux closure is made by a magnetic circuit compr wo identical yokes whose

croSS-Section 1S very 1arge conmparcad w 7t ecten 3 sHFeIspag ).

The two-yoke system has been chosen chiefly because it minimizes the i ' of the
dirhensions of the test specimen.

Care shall be taken to ensure that temperature changes are dvQide produce
strgss in the test specimen due to thermal expansion or contraction.

[he determination of the specific total losses shall ‘ 1 using
thd circuit shown in Figure 2, page 23, which illustyate geiple ng cali-
bra

Test|apparatus
Yokes

Fach yoke in theforts i de% ot It shall
hape a low reluctance i

The dim@ b yokes
copform to thefo

falce with
the ¢a flux parallel to the plane of the test specimen. PoJe faces
having ¢ ;um are recommended.
wees shall be parallel, the yokes shall also be rigid in order to avoid ¢reating
me inthe test specimen.

Because the calibration is with respect to the Epstein frame, the width of the yoke fhall be
nat.Jess than inimize
thee of-fhrcteakaseattheend hat the

yokes have a sufficient length. The minimum distance between the inside edges of the pole
faces shall be 220 mm.

Windings

The primary (magnetizing) and secondary (voltage) windings shall be uniformly wound on
a former of non-magnetic non-conducting material of rectangular cross-section and of suffi-
cient width to permit the use of specimens having a width equal to that of the yoke. The pri-
mary winding shall be as long as possible in relation to the distance between the pole faces of
the yokes. The secondary winding shall be the same length as the primary.
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The primary winding shall be wound in such a way as to obtain a uniform magnetic flux
density, preferably to within £0.5%, along the length of the test specimen. This can be
obtained, for example, by a winding made up of five identical coils connected in parallel (see

Figure 3, page 23).

Note. - A primary winding made up of a single coil suitably distributed allows this condition of uniformity of the

magnetic flux density to be fulfilled.

5.3 Air flux compensation

Compensation shall be made for the effect of air flux. This may be achieved, for example,
by a mutual inductor. The primary winding of the mutual inductor is connected in series with
the primary winding of the test apparatus, while the secondary winding of the mutual
inductor is connected to the secondary winding of the test apparatus in series opposition.

1 assing
an jn the
ap seepndary
wi inding
of

T indings
is en.

6. Pow

' rms of
voltage and frequency. During the griation of voltage and the variation of
fre

] s sinu-
soidal as possible. within
1% of 1.1

This may be a If this
condition cap rement
for att loss
is g

(1
where:
P, = measured losdin watts per kilogram
P, = apparent hysteresis loss in watts per kilogram
P, = apparent eddy loss for sinusoidal flux conditions in watts per kilogram
F = measured form facton@

The corrected loss may be obtained most precisely from the formula:

P, = i @)

AF )2
Pu/Py + (Py/P) (m)
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7.1

7.1.1

7.2

7.3
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mais une valeur suffisamment précise peut étre obtenue avec la formule approximative:

P, AF
P=P-2 __p_) ( P,
st P, i)t
ou
P, = pertes pour une induction sinusoidalg,/en watts par kilogrammes
P, = pertes mesurées en watts par kilogramme
1;3 = proportion de pertes par hystérésis
S
% = proportion de pertes par courants de Foucault
s
AF = variation du facteur de forme par rapporta 1,111

Note. - Si on utilise comme source d’alimentation un a
forme d’onde de la tension secondaire induite a
forme d’onde de la fréquence fondamentale g

esure de la tension

La tensi
yaleur mo
des voltmeétres
précision.

On doit utiliser un voltmétre de valeur efficace. L’instrument préférable est un v

(€))

Les proportions de pertes par hystérésis et par courants de Foucault(sont ¢ ven'ionnelles
dt sont habituellement déterminées pour chacune des épaisseurs etlassesde pradulits par la

Le facteur de forme de la tension secondaire est le rappoypt’de i sa valeur
fledressée. La premiére est mesurée avec un voltmétre de i appareil
flerromagnétique; la seconde avec un voltmeétre de val 3 } il redres-
seur.

bbserver la

’est bien la

métre de
récision,
moindre

la résis-

oltmétre

numérique de +0,1% de précision, des voltmétres analogiques de classe 0,5 sont également

permis pour des mesures de moindre précision.

Mesure du courant

On doit mesurer le courant primaire avec un amperemétre de faible impédance de classe 1
ou meilleure. L’amperemétre doit étre court-circuité pour le réglage de la tension secondaire

et la mesure des pertes.

Mesure de la fréquence

On doit utiliser un fréquencemetre de £0,1% de précision.
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but a result of sufficient accuracy can be obtained from the approximate formula:

P, AF
P =P -2 (_E AF ) p
ot P, L1t

where:
P, = loss for sinusoidal flux conditions in watts per kilogram
P, = measured loss in watts per kilogram
_IP;_h = proportion of hysteresis losses
S
P .
T’E = proportion of eddy losses
s

AF = change in form factor from 1.111

&)

he proportions of hysteresis and eddy current losses are conventionayand
detfived for the various thicknesses and classes of commercial materia
ments of the losses at two different form factors.

fiedl value. The former is measured by an r.m.s. voltmeter, sué
andl the latter by an average type voltmeter, such as a rectifferNns{rus

Nofe. - When a negative feedback amplifier is used for the supply it may
the secondary induced voltage on an oscilloscope to
being produced.

7. Apparatus
7.1  Voltage measurement

7.1.1  Average type voltn

[he secondary

ters of class’Q)

€ commonly
asure-

,?recti-
ment,

eform of

ensyre that the fundamental frequency waveform is

pe type

voltmeter. prefi entNs Adigital voltmeter of accuracy +0.1%, analogge volt-

nternal

A Yoltmeter, responsive to r.m.s. values shall be used. The preferred instrument is 4 digital

voltmeter of accuracy TU.1%, analogue voltmeters of ciass v-5are atso permitted
ment at reduced accuracy.

7.2  Current measurement

formeasure-

The primary current shall be measured by an ammeter of class 1 or better of low impedance.
The ammeter should be short-circuited when the secondary voltage is adjusted and the losses

are measured.

7.3 Frequency measurement

A frequency meter of accuracy +0.1% shall be used.
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7.4 Mesure de puissance

On doit mesurer la puissance avec un wattmétre trés sensible de classe 0,5 ou meilleure ou
un wattmetre électronique de précision comparable, adapté pour des mesures a faible facteur
de puissance (cos ¢ = 0,1 ou 0,2). Il convient d’éviter autant que possible, les lectures dans le

premier quart de I’échelle.

La résistance du circuit de tension du wattmetre sera d’au moins 100 Q/V pour tous les cali-
bres. Si nécessaire, retrancher des pertes indiquées les pertes supplémentaires introduites par

le wattmeétre.

La résistance du circuit de tension du wattmétre sera au moins égale a 5000 fois sa réac-

tance, a moins que le wattmeétre ne soit compensé pour celle-ci.
8. Eprouvette

L’éprouvette comprend un ou plusieurs échantillons de tdle do bpendent
des dimensions du dispositif d’essai.

La longueur minimale de I’éprouvette ne doit pas étre ¢nfeéri 3 i entre les
Hords externes des faces polaires. Bien que la partie de I’# R des faces
golaires n’influe pas la mesure, cette partie ne doit pa st néces-
spire pour les opérations de mise en place et d’enléyeémen

b largeur
i

h 60% de
la largeur de 1a culasse.

S e distor-
sfons mécaniques. Lors : 3 hee de la
direction de laminage. \CES ection de
laminage et celle :

1 1[° pour lestdlesa grai
#5° pour esq gral
d grai Ee paral-
1 velte est
c
9. M
9.1 Pyéparativy de la

On,mesure la longueur de I’éprouvette & £0,1% et sa masse a £0,1% prés. L’éprouvette est

eITSUTIE TITISE €T PIace et CeItrée SUT 165 axes tongirudinat ertransversat de 1a bobine d essai.

Dans le cas des paramétres definis dans le domaine d’application de cette norme, il n’est

généralement pas nécessaire de désaimanter I’éprouvette.

9.2  Réglage de la source

La source est réglée de maniére que la tension secondaire redressée soit:

|0| = 4 /N, (——Ri

) AB;

“®
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7.4 Power measurement

The power shall be measured by a highly sensitive wattmeter of class 0.5 or better or by an
electronic wattmeter of comparable accuracy suitable for measurements at low power factor
(cos @ = 0.1 or 0.2). Readings in the first quarter of the scale should be avoided as far as pos-
sible.

The resistance of the voltage circuit of the wattmeter should be at least 100 /V for all
ranges. If necessary, the losses in the secondary circuit should be subtracted from the indi-
cated loss value.

The ohmic resistance of the wattmeter voltage circuit should be at least 5000 times its
reactance, unless the wattmeter is compensated for the latter.

8. Test{specimen

jepend

pen the
he pole
Cessary

to the
of the

ical dis-
e direc-

t 1° for graipoci
+

e direc-
ich case

9.1

he length of the test specimen shall be measured with a tolerance of +0.1% and ifs mass
determined within £U0.1%. The fest specimen shall be loaded and centred on the longitudinal
and transverse axes of the test coil.

Within the parameters defined in the scope of this standard, it is not generally necessary to
demagnetize the test specimen.

9.2 Source setting

The source shall be adjusted so that the average rectified value of the secondary voltage is:

0ol = 47N () 4B @
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ou:

|U,| = tension secondaire redressée en volts

f = fréquenceen hertz

R; = résistance combinée des voltmétres dans le circuit secondaire en ohms

R, = résistance des enroulements secondaires du dispositif d’essai en série avec I'inductance mutuelle en ohms
N, = nombre de spires de ['’enroulement secondaire

A = airedelasection de I’éprouvette en métres carrés

B, = valeur de créte de I'induction intrinséque en teslas

L’aire de la section A est donnée par [’équation:

A== )

m = masse de I’éprouvette en kilogrammes
longueur de I’éprouvette en métres
masse volumique du matériau en kilogrammes par métre cube

he)
E]
]

Mesure

irant du
u la ten-

Observer ’ampéremeétre dans le circuit primaire pou
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on secondaire.
Aprés contrdle de la forme d’onde du cir

]

du watt-

6

= e e T g R n e~ HR]

étigpdes a grains non orientés, la valeur retenue est la moyenne fdes deux
deux directions parallele et perpendiculaire a la direction de laminage

talonnage du dispositif d’essai

L’étalonnage du dispositif d’essai consiste a déterminer la longueur effective de son circuit
magnétique a partir de la mesure des pertes totales spécifiques au cadre Epstein.

Cette détermination de la longueur effective du circuit magnétique doit étre faite pour
chaque qualité de matériau, et chaque induction dont on veut déterminer les pertes totales
spécifiques.

En premier lieu les pertes totales spécifiques doivent étre mesurées a I’aide du cadre Epstein
conformément a la Publication 404-2 de 1a CEI (a I’exclusion que, dans le cas des matériaux
a graines non orientés, toutes les bandes placées dans le cadre Epstein doivent avoir la méme
orientation).
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9.3

9.3.1

932

9.4

9.4.1

|U,] = secondary average rectified voltage, in volts
f = [frequency, in hertz

R; = jcombined resistance of instruments in the secondary circuit, in ohms

R, = |series resistance of the secondary windings of the test apparatus and mutual inductor, in ohms
N, = {number of turns of the secondary winding

A =]cross-sectional area of the test specimen, in square metres

&

=1 peak value of intrinsic magnetic flux density, in teslas

The cross-sectional area 4 is obtained by the equation:

m
A= B (%)
Ipm
where:
m |= mass of the test specimen, in kilograms
I |= length of the test specimen, in metres

Pm |= density of the test material, in kilograms per cubic metre

Mepasurements
The ammeter in the primary circuit shall be observed so E watt-
meter is not overloaded. Then the ammeter shall be short-sircu oltage
readjusted.
fter checking the waveform of the secon d. The
va accordance with the equiation:
(6)
wh
PS
P
m
Im
/
N
NZ
R
I he two
mg de foy the two directions parallel and perpendicular to the rolling direction
of

Caribration of the test apparatus

The calibration of the test apparatus consists of the determination of the effective length of
its magnetic circuit from the measurement of the specific total loss in the Epstein frame.

This determination of the effective length of the magnetic circuit shall be made for each
grade of material and each magnetic flux density for which the specific total power losses are
to be determined.

Firstly the specific total power losses shall be measured by means of an Epstein frame in
accordance with IEC Publication 404-2 (except, that in the case of non-oriented material, all
the strips loaded in the Epstein frame shall be of the same orientation).
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9.4.2 Ensuite, placer au moins 12 bandes déja mesurées au cadre Epstein, c6té a cote, dans le dis-
positif d’essai. Mesurer 4 nouveau les pertes avec le dispositif pour une induction égale a celle
pour laquelle les pertes totales spécifiques ont été déterminées au cadre Epstein.

La longueur effective [, du circuit magnétique doit étre calculée d’aprés la formule:

Pl
m PSE

m

)

P = pertes mesurées avec le dispositif en watts

longueur des bandes Epstein en metres

masse totale des bandes Epstein placées dans le dispositif, en kilogrammes
pertes totales spécifiques déterminées au cadre Epstein en watts par kilogramme

\.
[}

=
m
I

ote. - Dans le cas de matériaux a grains non orientés, il y a deux longueurs e
pour chaque direction de prélévement.

du dircuit maguftique: une

9.5 Reproductibilité

Avec les meilleures pratiques dans 'instrumentation™et les }anipu atiops, la reprpductibi-
11té (accord entre différents laboratoires) espérée a & I’ordre de [=3%.
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9.4.2 Then, at least 12 strips which have been used in the measurement in the Epstein frame shall
be placed side by side in the test apparatus. The losses shall be measured again by the
apparatus for an identical magnetic flux density to that used in the determination of the

9.5

specific total power losses in the Epstein frame.

The effective length [, of the magnetic circuit shall then be calculated in accordance with

the equation:
L. = _.P_I__
m m PSE
where
P = losses measured by the apparatus in watts
I = length of the Epstein strips in metres
m |= total mass of Epstein strips placed in the apparatus in kilograms

Pe |= specific total power loss determined by the Epstein frame in watts per kitlogram

Notk. - Inthe case of non-oriented materials, there will be two effective path lengtifs: dnefor each digectio
pling.
Reproducibility
YVith the best practices in instrumentation and operat he\reproducibility (agre
between different laboratories) expected with this me of thie ‘ordex of 3 %.

@®

M

of sam-

ement
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CHAPITRE II: DISPOSITIF D’ESSAI RECOMMANDE

Forme et dimensions des culasses

Les deux culasses devront étre en forme de U avec les dimensions suivantes: (voir figure 4,
page 240

- largeur: 500 mm,

- longeur: 500 mm,

- épaisseur des branches verticales: 25 mm,
- épaisseur de la base: 25 mm,

1 s dal ] 100
ATt O T OUTa CUTASSVU. T UUTTITIIT

Les culasses doivent étre composées de toles au silicium ou d’alliags fi lles doi-

ent présenter une faible réluctance et de faibles pertes.

<

Les culasses peuvent étre obtenues:

soit par empilement de bandes découpées,
soit par enroulement de bande.

Dans les deux cas les contraintes introduites }6rs de Iqss@ tenu par
cpllage ou serrage mécanique doivent étre négligeables

Les faces polaires devront étre rouvette.
Hors de la réalisation du dispositif on [utassprer une rigidité suffisalnte pour
éyiter de faire apparaitre des contraintes

srticales des culasses un support non
“éprouvette. Ce support doit étre centré
, de facon que I’éprouvette soit e contact

Le dispositif doit comporter
1agnétique de maté' i

o o
T
oo
o
o~
o
o
=3
w
o
3
@
®
e

Afin de fasilite : périey ire doit etre moblle pour permettre la mise|en place
del’ eprou@ i :

dans le cas

ddique de
$sant pas

L’enroulement primaire peut étre constitué:

- soit de cinq bobines de mémes dimensions et de méme nombre de tours, réparties sur toute
la longueur (voir figure 3, page 22) et alimentées en paralléle. Par exemple chaque bobine
peut comporter 400 tours de fil de cuivre de | mm de diamétre, bobinés en cinq couch

- soit d’un enroulement unique continu et uniformément réparti sur toute la longueur. Par
exemple cet enroulement peut comporter 400 tours de fil de cuivre de 1 mm de diamétre
bobinés en une seule ou plusieurs couches. '

Le nombre de tours de I’enroulement secondaire dépendra des caractéristiques des appa-
reils de mesure.

Une inductance mutuelle pour la compensation du flux dans I’air doit étre prévue.
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10.

11.

CHAPTER II: RECOMMENDED TEST APPARATUS

Shape and dimensions of yokes

The two yokes shall be in the shape of a U with the following dimensions (see Figure 4, page
25):

- width: 500 mm,

- length: 500 mm,

- thickness of the vertical limbs: 25 mm,
- thickness of the base: 25 mm,

- leightoftheyoker 100

The yokes shall be made up of sheets of silicon steel or nickel iron alloy. Fheyshall jhave a
low reluctance and low specific total power loss.

~

[he yokes can be made:

- ;I:om a stack of punched laminations or
om wound strip.

In the two cases, the stresses created by bonding hall be

negligible.

The pole faces shall be plane to £ ng the
fafrication of the device care shall bg taken’t re(itrigidity to avoid creating mechanical
strgsses in the specimen.

The device shall have a non- conuctl D\ NoONMa } ical] limbs
of the yokes on which1 ebe plaved. This support shall be centrgd and
SO

lodated in the same play ases- SO thatthe test specimen is in direct contact with the
pole faces without an

To facﬂ1tz“!g ) all be mgwvable to permit insertion of the test specimgn, and

shall then be

of non-
istics in

width

The primary winding may be made up:

- either of five coils having identical dimensions and the same number of turns connected in
parallel and taking up all the length (see Figure 3, page 23). For example each winding may
be made up of 400 turns of copper wire of diameter 1 mm, wound in five layery.

- or a single continuous and uniform winding taking up all the length. For example this
winding may be made up of 400 turns of copper wire diameter | mm wound in one or more
layers.

The number of turns on the secondary winding will depend on the characteristics of the
measuring instruments.

A mutual inductor shall be provided for the air flux compensation.
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12.  Eprouvette
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Avec le type de culasse défini ci-dessus ’éprouvette doit avoir une longueur minimale de
500 mm et une largeur comprise entre 300 mm et 500 mm. :

L’éprouvette doit étre plane.

Note. - Il est judicieux de prévoir des largeurs normales en rapport avec les dimensions des produits.

Enroulements

NN \\\\\\\W
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F1G. 3. - Schéma de branchement des cing bobines de I’enroulement primaire.
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